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Diffraction de Kossel Echantillon / expérience Guides d’onde
* Ondes stationnaires Incident Reflected Pt (4 nm) /Fe (6 nm) /Pt (10 nm) / substrat Si —

X-ray X-ray

Interférences entre photons des Dépot par pulvérisation magnétron

faisceau incident et réefléchi

periodic structure

Plateforme SAFIR (Systeme d’Analyse par Faisceaux
d’lons Rapides), accelerateur Van de Graaf

* Diffraction de Kossel ey T Protons de 2 MeV, courant 100 - 150 nA, taille du
Diffraction des faisceaux émis faisceau ~ 2mm

lonisation par photons (XRF) Réflexion totale

Guide d’onde planaire
Un matériau « léger » entre
deux matériaux « lourds »

par la structure elle-mé lonisation uniforme en profondeur des couches

lonisation par photons (XRF),
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Procédure expérimentale Procédure expérimentale Guides d’'onde

Cameéra CCD a sélection en énergie
~150 eV resolution @ 5.4 keV

Distribution angulaire et en
profondeur du champ électrique
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Mesure de réflectivité PIXE en mode Kossel Expériences - simulations
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Expériences - simulations Conclusion
_: ctlectivite * Etude de guides d’'ondes par PIXE en mode Kossel
: Sans PtFe interfaces e Distributi fond des élé ts d
: Avec PtEe interfaces ISTriou _|0n en proronaeur aes e ements aans
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Epaisseur/ | Densi + Reflectivité : analyse structurale
I (20.05 nm) * PIXE-Kossel : analyse élémentaire
3.83/0.57 massif  Ameélioration de |la description de I'empilement
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